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10-C.1.1 
OETER1INACX0 DA TEMPERATURA ELETOXICA CO PLASMA GERADO NO DISPOSITIVO CECI PELO MÉTODO DA RAZÃO 
DAS INTENSIDADES DAS LINHAS ESPECTRAIS DO Hei. F. Prado; M. Ueda e Y.Ase  (Laboratório Asseciado 
Plasma - LAP - 'Instituto de Pesquisas Espacia1s -7-WaE). 

Foram realizados diagnósticos por espectroscopia ótica para se medir o perfil tempera? da tem 
Fatura eletrSnica e para caracterizaf um pluma produzido em um peoteno dispositivo de confinam 
magnético toroidal. CECI, com ['Ma configuraçao RFPyReversed Field Pinch") [I]. 

, Nesse sistema o plasma é confinado por combinaçao de um campo eagnetice pololdat Ra, gerado 
corrente toroidal e um carpo magnético toroldal Cle, gerado por bobinas externas. Aqui Bea-Re.q=a 
Reaja 1 (a e R são os raios menor e maior do tarai-ride) e Bo_se inverte na região externa do plasma 

A temperatura eletrónica foi medida pelo método da razao das intensidades das linhas espectra 
I= 471,3nm e ), 0  492,1nm do Hei. 

A validade deste método 1  baseado no modelo de COrOna é garantida para as condiçôes de operaçã 
CECI, cuja densidade eletronica é estimada ser da ordem de 1D" ame' e a temperatura eletroniaa 
tida na faixa de 30-40 eV. 

A curva que fornece a relação entre a razão das linhas espectrais do HeI e a temperatura á m 
trada na Figura 1 (2]. 

4 • Ir 	 r èlIl 	 ri 	 A disposicao do sistema experimental para 
3 	 medida de temperatura eletrOnica nu CECI e e 

ca, 	 trada na Figura 2. 
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2 	 O sistema "ótico para medir as intensidade 
das linhas é constituído de dois espectrómet 

e 	 monocromadores que riparam no visivet (H - 2Q 
Jobin Varei) cora resolução experimentai de ap R_ 	 ximadarente 5 A e com respectivas fotomultip 
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com os espectrometmas apresentam boa reprodu 
bflidade e duram de aproximadamente lears, 

Fig. 1 - Relação da razão das linhas de Hei 
e temperaturteeletronica, 

A calibração relativa dos espectrinetroa e foto 
multielicaderas na regiao de interesse foi feita 
com tampada padrão de irradiãncia espectral (ES 
8315 da EppleY). 

Er condicoesde operação otimizadas, com ten-
são de carregamento do banco de capacitores da bo 
bina poloidal de 5 kV e da bobina vertical 	de 
3,3 kV, pressão de gas da ordem de 10-s  Torr 	e 
campo toroidal médio de 60 Gauss, a teeperatera e 
letrenica obtida foi da faixa de 30-40 eV. Com  
campo toroidal alto, 360 G (aproximação TOKAMAK). 
obteve-se temperatura mais elevada, na faixa de 
50 eV. O perfil temporal da temperatura para dois 
casos tiplcos é mostrado na Figura 3. 

Visando atingir a configuracao RFP, via otimi-
zação das condicoes de plasma, mediu-se a corren-
te de"plasma utilizando bobina de Rogawski, obten 
de-se um valor médio de 1 kA e utilizando sondas 
magnéticas calibradas mediu-se os campos magnéti-
cos torcida? e pcloidel. 

Curvas Feo. onde F=(a)4ab  é a razão de inver 
são de campo e e aDg (a)/ Bt. e o parímetrn "pineFer 
de plasma, foram obtidas para varias condiçoes de 
eaeração do CECI. Verificou-se uma boa aproximo - 
çao da curva teórica de estado de mínima energia Fig. 2 --Esouena do sistema 'ético para medir 
(01'0) baseada no Modeto de Função de Bessel sFM). 
Para campo toreidal média da ordem de 40-60 Rauss 
obteve-se a configuração RFP durante alguns curtos periodos e para campo toroidal siéelo maior qu8 
Gauss, os valeres experimentais se restringiram ã parte superior do _diagrama F-0 , no regime TOKA 
(1:14,»Be ).A curva experimental para COndicoes otimizadas de °pernão noCECI e mostrada na . Figura ;  

Paralelamente foi desenvolvido um estudo de impurezas na região de interesse visando verificar 
existincia de linhas que mascarassem os resultados da medida de temperatura e também para detem+ 
o efeito da limpeza por descarga no controle das impurezas. 

Finalmente, mediu-se a temperatura.eletrónica pelo método da Resistividade de Spltrar, represe 
tando a distribuição radial da corrente como Fanicar) de Bessel (urra vez que a distribuição dos ca 
pos magnéticos e dada peta mesma), e a voltagem de enlace obtida experimentalmente. Dessa forma,f 

a temperatura eletronica. 
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possiVel lazer e verificado comparativa com a temperatura eletrônica obtida.pero.método da rato 
das Intensidades das linhas espectrais do lie1 
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Fig. 3. - Perfil da temPeratUra eletrin .ica cem tentôo no banco de 
caPncitores. da bobina poloidal 5 kV da bobina Vertical 

3,3 kV: (a) campa toroidal méldo 60 ttets ,  
(b) Campa toroidal médio 360 tauss 

F. 

   

 

Fig. 4 - Diagrama F-À0 para 4.,  30 G, pressíu 
de gaS 10"Torr, tensôo no banco de 

canad. -terás da botina polnidal 5kV e" da bO, 
bina vertical 3kV. 
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